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摘要(译)

一种用于EIT成像的传感器装置包括用于测量阻抗分布的电极阵列，其中
至少一个传感器用于确定耦合至电极阵列的电极阵列的空间取向。 EIT
成像仪器可连接至用于确定测试人员的空间方位的传感器，并且可选地
另外可连接至用于收集关于电和/或声活动的信息的传感器和/或用于收集
关于扩张的信息的传感器。 连接或集成了计算设备，用于基于空间数据
调整阻抗数据，该空间数据描述了测试对象的空间方向。 一种用于测量
阻抗分布并调节所述测得的阻抗分布的EIT成像方法，包括通过使用包括
电极阵列的阻抗分布测量装置来测量阻抗分布，并将测得的阻抗分布转
换成EIT图像。
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